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Verfahren  zur  massenspektroskopischen  Untersuchung  eines  Gasgemisches  und 
Massenspektrometer  zur  Durchführung  dieses  Verfahrens. 

(st)  Zur  massenspektroskopischen  Untersuchung 
von  Gasgemischen  wird  ein  Massenspektrometer  mit 
einem  Quistor  verwendet,  in  dem  durch  Erzeugen 
eines  elektromagnetischen  Feldes  Ionen  des  Gasge- 
misches  gespeichert  werden,  deren 

2  Ladungs/Massenverhältnis  in  einem  vorgegebenen *  Bereich  liegt.  Durch  Ändern  der  Feldparameter  wer- 
ft  den  die  Ionen  nacheinander  dazu  gezwungen,  die 
"Ilonenfalle  zu  verlassen.  Dabei  wird  die  Intensität  des 

2 l  

le  lonemaiie  verlassenden  lonenstromes  als  hunk- 
on  der  Änderung  der  Feldparameter  gemessen.  Zur 
'erbesserung  des  Auflösungsvermögens  wird  ein 

vjtuisiui  veiwenuei,  uei  uem  uas  ausianasuezogene ^  Verhältnis  Q  der  Radien  der  eingeschriebenen 
L,  Elektroden-Scheitelkreise  der  Bedingung  Q  £  3,990 
LI  genügt,  wobei 

o  -  - - L  

Tllt 
F!e  =  Radius  des  Scheitelquerschnittes  der  Endelek- 
!roden  (3,  5), 
Rr  =  Radius  des  Scheitelquerschnittes  der  Ringelek- 
trode  (4), 
z0  =  Abstand  der  Scheitel  der  Endelektroden  (3,  5) 
i/om  Zentrum  des  Quistors  und 
r0  =  Abstand  des  Scheitels  der  Ringelektrode  (4) 
rom  Zentrum  des  Quistors. 
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